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拡大投影型斜め入射Ｘ線ＣＴについて  

１．はじめに 

Ｘ線ＣＴ観察は、従来医療用として用いられ

てきた手法ですが、近年産業用としてのニーズ

が高まってきており、重い金属製品から軽い繊

維製品にいたるまで多種多様な製品の観察が求

められています。あいち産業科学技術総合セン

ター本部には、斜め入射Ｘ線ＣＴ装置（以下、

本装置という）が導入されています＊。刈谷市

にある産業技術センターにもＸ線ＣＴ装置は導

入されておりますが、本装置は、より小さい物

をより細かく観察することに適しています。こ

こでは本装置の特徴と、測定事例について紹介

します。 

２．装置の特徴 

本装置の観察時の概略図を図１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｘ線ＣＴ観察の概略図 

本装置のような拡大投影型のＸ線ＣＴ装置は、

Ｘ線の発散を利用して、試料を透過、拡大した

像をカメラで観察します。従って、Ｘ線源が小

さく、Ｘ線源と試料の距離が近い方が拡大率は

大きくなります。 

本装置は、Ｘ線源として焦点サイズ 0.4μm

の六ホウ化ランタンフィラメントを用いており、

非常に小さい光源となっています。さらに、Ｘ

線を斜め入射させ、試料の回転中心軸とＸ線の

入射軸が直交しない機構を用いているため、試

料を平面上に置き、Ｘ線源を極限まで近づける

ことができます。従って、本装置は 5μm 程度

の物まで確認でき、非常に分解能が高い仕様と

なっています。ただし、斜め入射でＸ線量が少

ないため、観察像はあまり鮮やかではなく、視

野は基本的に小さいもの（10mm 以下）になり

ます。 

３．測定事例 

観察例として、図２に汎用的な電子回路のＣ

Ｔ像を示します。電子回路は、樹脂でパッケー

ジされており、内部は配線及びシリコン基板な

どで構成されています。Ｘ線を透過させると、

配線やボンディングなど金属の部分は透過率が

低いため、コントラストがつきやすく、見やす

い像となります。従って、断線やボンディング

部のクラックなどを鮮明にとらえることができ

ます。またＣＴ像は輪切りにしたり、一部を測

長したりすることもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 電子回路のＣＴ像 

４．おわりに 

本装置は、小さい視野で細かい物を見るのに

適しています。観察内容としては、電子デバイ

スや電子機器の断線、樹脂中に分散させた無機

物の分布、微小なセラミックス部品のクラック

など様々な観察に対応できます。製品の非破壊

分析の手段として、本装置によるＸ線ＣＴ観察

をご検討いただき、当センターにぜひご相談く

ださい。 

＊本装置は、経済産業省平成 22 年度先端技術

実証・評価設備整備等補助金により導入されま

した。 

Ｘ線源 360°回転 

試料 

Ｘ線 

中心軸 

カメラ 

300μm 300μm 300μm 

300μm 

http://www.aichi-inst.jp/other/aisanken_news/
http://www.aichi-inst.jp/acist/

